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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Cyfrowe przyrzady pomiarowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Digital measuring instruments

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogolno akademicki
(ogdélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systemoéw
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr hab. inz. J6zef Kusmierz, Prof. PSk

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

Semestr V

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Matematyka 1, Metrologia 1, Metrologia 2,
Podstawy elektroniki (kody modutéw / nazwy modutéw)

prowadzenia zajec¢

Egzamin tak _
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

30

w semestrze

15
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentéw z podstawowymi pojeciami metrologii, metodami oceny
Cel niepewnosci wynikoéw pomiaru, cyfrowymi metodami pomiaru podstawowych wielkosci
modutu | elektrycznych, czasu i czestotliwosci oraz wykorzystaniem techniki cyfrowego
przetwarzania sygnaléw w pomiarach.
(3-4 linijki)
Symbol ) pro'\jvoarg;znia odniesier)ie do odniesier'lie do
Efekty ksztalcenia . efektow efektow
efektu zajec kierunkowych | obszarowych
(w/é/l/p/inne)
ma uporzgdkowang wiedze w zakresie teorii obwodow | wil K_WO07
elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnatéw i metod T1A W02
W_01 |ich przetwarzania T1A W03
ma podstawowg wiedze w zakresie metrologii, zna i | wll K_W09
rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych
wielkosci charakteryzujgcych elementy i uktady
elektroniczne réznego typu, zna metody T1A W03
obliczeniowe i narzedzia informatyczne niezbedne T1A_WO04
w_02 |do analizy wynikéw eksperymentu
zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz | w/l K_W10
wiasciwosci podstawowych przyrzgdow T1A W03
pomiarowych, zna zasady funkcjonowania T1A W04
W_03 | systemow pomiarowych T1A W05
potrafi pracowac¢ indywidualnie i w zespole; umie I K_U02
oszacowacé czas potrzebny na realizacje zleconego
zadania; potrafi opracowac i zrealizowaé
harmonogram prac zapewniajgcy dotrzymanie
u o1 |terminéw T1A U02
potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczgca realizacji | | K_U03
zadania inzynierskiego i przygotowac tekst
zawierajgcy omowienie wynikow realizacji tego
U_02 |zadania T1A _UO03
potrafi postuzy¢ sie wiasciwie dobranymi metodamii || K_U09,
przyrzadami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar K_U1l1
podstawowych wielkosci charakteryzujgcych T1A _UO07
elementy i uktady elektryczne i elektroniczne, potrafi T1A_UO08
zaprojektowac i zrealizowac prosty system T1A_U09
U_03 | pomiarowy T1A U16
ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng || K_KO02,
oraz gotowos¢ podporzadkowania sie zasadom K_KO04
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za T1A K02
K_01 |wspdlnie realizowane zadania T1A K04
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie do
Nr Tresci ksztatcenia efekté_w
wyktadu ksztalcenia dla
modutu
1 Podstawowe pojecia metrologii. Jednostki i uktady miar, wzorce wielkosci W_01,W_02,
elektrycznych i czasu W_03, U_03
2 Btad pomiaru, granice btedu, obliczanie niepewnosci wyniku pomiaru wW_02,
W_03,
U 03
3 Obiekt pomiaru, klasyfikacja sygnatow pomiarowych, prébkowanie i W_02,
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kwantyzacja sygnatéw. Przetwarzanie sygnatéw w dziedzinie czasu, W_03,
czestotliwosci U 03
4 Transformata Fouriera, wtasciwosci dyskretnego przeksztatcenia Fouriera wW_02,
(DFT), algorytm szybkiej transformaty Fouriera (FFT) W_03,
U 03
5,6 Przetwarzanie analogowo-cyfrowe: metody przetwarzania, btedy w W_02,
pomiarach sygnatéw dyskretnych. Interfejs analogowo-cyfrowy W_03,
U 03
7,8 Kody i sygnaty cyfrowe W_02
W_03,
U 03
9,10 Pomiary czasu, czestotliwosci i przesuniecia fazowego W_02
W_03,
U 03
11 Cyfrowe metody pomiaru napiecia, pradu, mocy i energii W_02
W_03,
U 03
12 Cyfrowe metody pomiaru rezystancji i impedancji wW_02
W_03,
U 03
13,14 | Multimetry i oscyloskopy cyfrowe, generatory przebiegéw arbitralnych wW_02,
W_03,
U 03
15 Wirtualne przyrzady pomiarowe W_02
W_03,
U 03
2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen
Odniesienie
Ng;iagf_c Tresci ksztatcenia gngaff:;:;';
dla modutu
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
I\!r . - . Odniesienie do efektow
zl;aajg ¢ Tresci ksztalcenia ksztalcenia dla modutu
1 Zastosowanie multimetru cyfrowego w pomiarach W_02, W_03, U_03
2 Cyfrowy pomiar czestotliwosci i przesunigcia fazowego W_02, W_03, U_03
3 Badanie przetwornika analogowo-cyfrowego W_02, W_03, U_03
4 Zastosowanie oscyloskopu cyfrowego w pomiarach, Cyfrowe W_02, W_03,U 03
przetwarzanie sygnatéw
5 Projekt i wykonanie panelu wirtualnego w srodowisku W_02, W_03,U_03
LabWindows do przyrzadu HP34401 i HP33120
6 Projekt i wykonanie panelu wirtualnego w srodowisku W_02, W_03,U 03
LabWindows do uktadu pomiarowego rezystancji metodg
techniczng
7 Projekt i wykonanie panelu wirtualnego w srodowisku W_02, W_03, U_03
LabWindows do uktadu pomiarowego impedancji
8 Kolokwium koncowe W_01,W_02,wW_03,U_01,
U 03,K 01

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych
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Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

Sprawozdanie z ¢wiczen laboratoryjnych, kolokwium koricowe z zadan laboratoryjnych

wW_01

W:02 Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych
w 03 | lest dopuszczajgcy do cwiczen laboratoryjnych

U 01 Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych
U 02 | Ocena zakresu realizacji programu ¢wiczenia laboratoryjnego

U3 Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych

K 01 Sprawozdania z éwiczeh laboratoryjnych, kolokwium kohcowe z wyktadow
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Bilans punktéw ECTS

. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3
5 | Udziat w zajeciach projektowych 0
6 | Konsultacje projektowe 0
7 | Udziat w egzaminie 3
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 51
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,04
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 4
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 10
15 | Wykonanie sprawozdan 10
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium 5
17 | wWykonanie projektu lub dokumentaciji 0
18 | Przygotowanie do egzaminu 10
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 49 (suma)
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,96
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 100
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 57
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,28

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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